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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-21: Techniques d'essai et de mesure —
Méthodes d'essai en chambre réverbérante

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mordiale

de normalisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natiopalix de la € . La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions alisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre autreg’a es Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques et s denommés
"Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée a des comités d desquels tout
Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. i indernationales,

gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, ici dgaleme avaux. La CEl
2) aCisi ici i igues représentent, dans la mesure

3) Les Publications de la CEIl se présentent sou tionsdinternationales et sont agréées

s'assure de l'exactitude du contenu techniq icati e peut pas étre tenue responsable

de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interpretati i quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internati , wités Rationaux de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon tkansp S gations de la CEIl dans leurs publications
nationales et régionales. Tg Pdblications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales cotrespo diguées en termes clairs dans ces derniéres

La CEl n’a prévu audupe

a une de ses Publications.
possession de la derniere édition de cette publication.

a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
iers et les membres de ses comités d'études et des Comités

directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEl ou de

9) L ait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire

propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de newpas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61000-4-21 a été établie par le sous-comité A du CISPR:
Mesures des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques, avec la coopération du
sous-comité 77B: Phénoménes haute fréquence, du comité d’études 77: Compatibilité
électromagnétique.

Elle constitue la Partie 4-21 de la CEI 61000. Elle a le statut de publication fondamentale en
CEM conformément au guide 107 de la CEl.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
CISPR/A/455/FDIS CISPR/A/469/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

interference meas

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-21: Testing and measurement techniques -
Reverberation chamber test methods

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for stAndardi
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objeet

ation comprising

this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standarg hi ifications
Technical Reports, and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). i ¢ ion ¥s entpusted to
technical committees; any IEC National Committee interested in the subject 5 ith Waay participate in this
preparatory work. International, governmental and non-governmental organizat igising, withythe IEC also

participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Org izati Standardization
(1SO) in accordance with conditions determined by agreement betwe f v

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters e posgible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each Afechnicakco as representation from all

IEC Publications have the form of recommendations fgf ot i use a d are accepted by IEC National
i i i 3 3 € é ure the technical content of IEC

Publications is accurate, IEC cannot be<{held
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformit i mittees undertake to apply IEC Publications

transparently to the maximum extent pos tionak and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corres regfonal publication shall be clearly indicated in
the latter

IEC provides no marking pxoced ate |ts appre al and cannot be rendered responsible for any

No liability shal

members of its tes
other damage of ang v c sther direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising 0 icati e of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

Publications

Attention is dra e references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensablg for the ion of this publication

Attention i gssibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights \ sha held responsible for identifying any or all such patent rights

gments and statistical methods, in cooperation with subcommittee 77B:

High-frequency phenomena, of IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility.

It forms Part 4-21 of IEC 61000. It has the status of a basic EMC publication in accordance
with IEC Guide 107.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
CISPR/A/455/FDIS CISPR/A/469/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A
cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

@%
S
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2005. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

+ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.

@%
S
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INTRODUCTION

La CEIl 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure
suivante:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)

Définitions, terminologie
Partie 2: Environnement

Description de I'environnement
Classification de I'environnement

Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites

Limites d'émission
Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne re

Partie 4: Techniques d'essai et de mesure

Techniques de mesure

Techniques d'essai

Partie 5: Guide d'installation et d'atténu

@
Guide d'installation

Méthodes et dispositi

Partie 6: Norm@n 8

Partie 9: Divers

Chaque partie es to bdivisée en plusieurs parties, publiées soit comme Normes
internatigna i e spécifications techniques ou rapports techniques, dont certaines
ont déja~été e sections. D’autres seront publiées avec le numéro de partie,
suivi d’un Ttiret ‘et \complété d’'un second numéro identifiant la subdivision (exemple:

61000-6-1).
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INTRODUCTION
IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall un of the product

committees)
Part 4: Testing and measurement techniques

Measurement techniques

Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation gu'del'@

Installation guidelines
Mitigation methods|and de

Part 6: Generic@ ?

Part 9: Miscellaneg
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-21: Techniques d'essai et de mesure —
Méthodes d'essai en chambre réverbérante

1 Domaine d’application

missions désirées
et sur les essais
lle\\établit les

La présente partie de la CEl 61000-4 porte sur les essais d'immunité et d'
et non désirées pour les matériels électriques et/ou electromques
d'efficacité d'écran. Seuls les phénoménes rayonnés sont exa &
procédures d'essai nécessaires a l'utilisation de chambres réverbéye

dans le but de déterminer les niveaux des rayo
matériels électriques et électroniques.

NOTE Des méthodes d'essai sont définie
électromagnétiques sur les matériels et o
concernés. La simulation et la mesure des

les comités de produits
prodmts doivent c 0|s

document. Pour les.références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEIl 60050(161):1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

CEI 60068-1, Essais d'environnement — Partie 1: Généralités et guide

CEI 61000-4-3, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-3: Techniques d'essai et de
mesure — Essais d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques

CEI 61000-4-6, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-6: Techniques d'essai et de
mesure — Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques
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